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Analyselabor fur elektroni
Baugruppen und Kompo

Unsere Analytiklabore am Fraunhofer EMFT
bietet Ihnen eine Vielzahl an Qualifikations-
prifungen, Schadenanalysen sowie Zuver-
lassigkeitstests flr elektronische Baugruppen
und Systeme an. Darlber hinaus helfen wir
lhnen bei der Schwachstellenanalyse und Qua-
litatssicherung lhrer Fertigungsprozesse. Ein
breites Anforderungsspektrum bestehend aus
Liefervorschriften, Abnahmekriterien und inter-
nationaler Normen aus den unterschiedlichsten
Branchen wie z.B. Luft- und Raumfahrttechnik
(ESA), Automobil und Zulieferer, Medizin-
technik bis hin zur einfachen Industrieelektro-
nik wird vom Fraunhofer EMFT abgedeckt.

Leistungen im Bereich Analytik &
Materialpriifung

= Analytik mittels

— Stereomikroskopie

- Hochauflésende Rontgeninspektion inkl.
uCT

- Metallografische Schliffpraparation inkl.
Lichtmikroskopischer Inspektion

— Rasterelektronenmikroskopie REM inkl.
EDX-Analyse

Beurteilung gemaR IPC, ESA oder DIN

= Qualifikationsuntersuchungen und Zuverlas-

sigkeitsprifungen von Leiterplatten, elektro-
nischen Baugruppen und Hilfsmitteln
Metallographische Lotstellenuntersuchun-
gen fir Luft- und Raumfahrt nach ESA (ESA
- Accepted Qualification Lab) oder IPC
Risikoanalyse und Prozessoptimierung

sowie Entwicklung von Testmethoden und
-geraten

Schadensanalytik



Qualifikationspriifung & Zuverlassigkeitstest

= Baugruppenuntersuchung nach IPC J-STD-001 und
IPC-A-610

= Lotstellenuntersuchung und —beurteilung nach IPC-J-
STD-001 und IPC-A-610

= Leiterplattenprifung nach IPC-6012 (Rigid), IPC-6013 (Flex);
IPC-6015 (MCM-L) und IPC-A-600

= | Otbarkeitsprifung von Bauelement und Leiterplatte nach
IPC oder DIN EN

= Kontaminationsprifung: Messung ionischer Rickstande auf
LP oder BG

= Qualifikationen fUr I6tfreie Verbindungstechniken wie Crimp-
verbindungen; Einpresstechnik; Steckverbinder

® Crimpprifung (Spannungsabfallmessung; axialer Auszug;
Lebensdauer)

® Strukturanalysen und Werkstoffcharaktersisierung

Beriihrungslose Profil-, Rauhigkeits- und

Schichtdickenmessung

Korrosionsuntersuchungen

Thermografie

Vibrationsprifung: Sinus, Breitband

Schockprifung bis 5,9 kN

Zug/Druck- und Biegeprifung mit Klimakammer und

Videoerfassung

= Umweltsimulation/ Klimaprifung:

Feuchte-Warme-Zyklisch bis +95°C und 98 % r.F.

— Temperaturwechselprifung bis 200°C und bis 10k/min

Rascher Temperaturwechsel bis zu -80°C und 220°C

Temperaturlagerung bis 300°C

m  Aktive Temperaturwechseltests bzw. Strombelastung
zyklisch

m  HAST (highly accelerated stress test)

® Betauungstests mit kontinuierlicher elektrischer
Uberwachung

= Kombination diverser elektrisch/mechanischer Prif- und

Messmethoden

v

Analytische Gerate & Priifvorrichtungen

= Klimaschrank Feuchte-Warme

Klimaschrank mit 2 Priifkammer

Klimaschrank Temperaturwechsel

Trockenschrank

Zug/Druck Material Prifmaschine mit Klimakammer und

Videoerfassung

m Elektrodynamische Schwinganlage mit 3 Achsiger
Aufspannvorrichtung

m Stereo- und Auflichtmikroskope mit Bildanalyse

Konfokales 3D-Laserscanningmikroskop

Hochauflosendes Rasterelektronenmikroskop mit

EDX-Analyse

Focused lon Beam (FIB)

Rontgenprifanlage mit Hochleistungs-uCT Scan

Programmierbares Hochstrom-Labornetzgerat bis 1000 A

Kontaminationsmessgerat

Tauchlétbad mit SPS Steuerung

Elektroniklabore mit Messeinrichtungen u.a. zur Netzwerk-

analyse, zeitaufgelosten Signalanalyse, LCR Messung, Mikro-

ohm-Messung (dry circuit) sowie Halbleiter-Testverfahren

® Rontgenprifanlage mit Hochleistungs-CT Scan

Hochauflésende DC-Spannungs- und Stromquelle mit hoher

Samplingrate

Teraohm- und Picoamperemeter

Programmierbares Hochstrom-Labornetzgerat bis 1000 A

Kontaminationsmessgerat

Tauchlétbad mit SPS Steuerung
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